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+ SOLUCIONES DE ANALISIS DE LIMPIEZA

Medlcmn rapida de la contaminacion

La limpieza técnica desempefia un papel fundamental en el control de calidad. Determina el rendimiento, la vida til
y la calidad general del producto en diversas industrias. Entre los ejemplos se incluyen piezas de automocion y com-
ponentes electronicos, lubricantes, fluidos hidraulicos, aceites y productos farmacéuticos. Es necesario un analisis de
limpieza fiable y eficiente para garantizar la calidad.

Las soluciones de andlisis de limpieza eficientes y fiables de Leica Microsystems permiten a los proveedores y fab-
ricantes garantizar un mejor rendimiento y vida Gtil del producto mediante el andlisis de la cantidad, el tamafio y la
composicion de las particulas.

Sus ventajas con las soluciones de analisis de limpieza de Leica

Avance rapido hacia sus Obtenga mas informacion sobre Trabaje de forma flexible hoy y

resultados las particulas en el futuro

Aumente el rendimiento anali- Obtenga mas informacion sobre Satisfaga todas sus necesi-

zando mas en menos tiempo. el origen de las particulas para dades actuales y esté prepara-
una mejor evaluacion de riesgos y do para requisitos cambiantes.

decisiones méas seguras.
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La solucién de analisis de limpieza adecuada para sus necesidades

Realice un recuento y una clasificacion de particulas mas eficientes y fiables de acuerdo con las normas
internacionales y regionales con una seleccion de configuraciones especializadas adaptadas a sus requi-

sitos especificos.

Estandar:

M125 C Microscopio estereo-
scopico codificado con software
de analisis Cleanliness Expert

Tamano de particulas a partir de 10
gm

Diferenciacion manual de particulas
metalicas y no metalicas

Medicion de particulasenXe Y

Avanzado:

Microscopio DM6 M, camara K3 y
software de analisis Cleanliness
Expert

Tamano de particulas a partir de 5
pm
Reconocimiento totalmente autom-

atizado de particulas metalicas y no
metalicas, y entre particulas y fibras

Medicion de particulasen X, Yy Z

Leica Microsystems GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17-37 | D-35578 Wetzlar (Alemania)

Tel. +49(0) 6441 29-0 | F +49 (0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com

Profesional:

Microscopio DM6 M con LIBS,
camara K3 y software de analisis
Cleanliness Expert

Tamanio de particulas a partir de
5um
Reconocimiento totalmente autom-

atizado de particulas metalicas y no
metalicas, y entre particulas y fibras

Medicion de particulasen X, Yy Z

Identificacion simultdnea de la
composicion de particulas

Sin transferencia de muestras ni
preparacion de muestras adicional

iCONECTE CON
NOSOTROS!



https://www.leica-microsystems.com/

